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Области применения Научно-технического Комплекса (НТК) “НаноФаб-

100” покрывают практически все поле нанотехнологических исследований и 

разработок, связанных с твердотельными наноматериалами, наноструктарами и 

наноустройствами. Спектр возможностей “НаноФаб 100” простирается от проведения 

фундаментальных исследований до отработки отдельных технологических приемов и 

моделирования наноэлектронных устройств.  

Модуль Сверхвысоковакуумного Сканирующего Зондового Микроскопа (СВВ 

СЗМ) комплекса “НАНОФАБ 100” предназначен для исследования поверхностей 

пластин, имеющих диаметр до 100 мм, и позволяет реализовывать более 40 методик 

измерения поверхностных характеристик подложек при сверхвысоком вакууме. 

Сканирование производится под управлением контроллера, поддерживающего в 

процессе сканирования постоянный уровень взаимодействия зонд СЗМ–образец. В 

этом случае изменение величины управляющего сканированием сигнала контроллера 

СЗМ отображает рельеф поверхности. 

Сканирующий зондовый микроскоп “НаноФаб-100” позволяет воспользоваться 

методиками сканирующая туннельной микроскопии (СТМ) и атомно-силовая 

микроскопии (АСМ). 

Указанные методики СЗМ для отображения рельефа являются базовыми, однако 

в процессе сканирования зонды СЗМ могут регистрировать, помимо рельефа, другие 

характеристики и свойства поверхности. Это могут быть наномеханические, 

электрические, магнитные и прочие физико-химические параметры. 

Дополнительная информация об исследуемой поверхности, помимо рельефа, 

может быть получена также путем локальных измерений зависимости величины 

взаимодействия зонда СЗМ с образцом при изменении расстояния СЗМ зонд-образец. 

Такие методики СЗМ называются «Спектроскопиями» (СТМ Спектроскопии, АСМ 

Спектроскопии). 
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